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Neben der Steuerung des Schicht­
dickenanalysators und des optionalen 
X-Y-Z - Tisches ist die Spektrenaufbe­
reitung ein weiterer wichtiger Teilbe-

Verschiedenes 

I Errata __________---JI 

Elektronenmikroskopie Nr, 17 
(Dezember 1998)
 
Der Artikel von D. Schulze "Problem­

fall Positron" enthalt eine Reihe von
 
Fehlern, die nur in einem erneuten
 
Sonderdruck dieses Artikels richtig
 
gestellt werden konnten. Interessen­

ten wenden sich bitte direkt an:
 

Prof. Dr. (em.) Dietrich Schulze,
 
Hermannstadter Str. 11,
 
01279 Dresden.
 

Verlag und Redaktion entschuldi­
gen sich fur diese Fehlerhaufigkeit. 

reich des Programmes. Die neue Soft­
ware verftigt tiber neueste mathemati­
sche Berechnungsmodelle. Die Funda­
mental Parameter Methode (FPM) er-

I Geratemarkt 

Gesucht: 

Ersatzteile fiir Siemens-Elmiskop I 
1 Netzgerat VlYI-TIM 42S 

(Vakuum-Messung von Heraeus) 
1 Thermistor-Vakuummeter VM-T, 

Me8bereich: 20 bis 10-3 Torr 

von: 

Prof. Dr. med. J. H. Wolf 
Institut fur Geschichte der Med. und 
Pharmazie Medizin- und Pharmazie­
historische Sammlung 
Brunswiker Str. 2 
24105 Kiel 
Tel. (04 31) 5973720/21 

leichtert die Kalibrierung oder macht 
eine Kalibrierung gar tiberfltissig. Da­
mit sind die klassischen Anwendungen 
von Aluminium tiber Gold bis Zink auf 
unterschiedlichen Tragermaterialien 
ebenso messbar wie komplizierte 
Mehrschichtsysteme. 

Erweiterte Darstellungs- und Pro­
tokollmoglichkeiten sowie vielfaltige 
Datenspeicherungs- und Datenverar­
beitungsmoglichkeiten runden die 
Eigenschaften von XMasteR abo 

Die neue WINDOWs Software laBt 
sich nachtraglich auch als Upgrade 
auf im Einsatz befindliche XRF­
2000, XRay maXXi und XRay Com­
Pact installieren. 

Produktinformation 

Rontgenanalytik Messtechnik GmbH, 
Georg-Ohm-StraBe 6, 
65232 Taunusstein 
Tel. (06128) 71080 
Fax (061 28) 73601 
E-Mail: roentgenanalytikts'rontgen­
analytik.de 

Sonder 
Elektronenmikroskopie 

Fesnelsche Beugungsraume 
an der Objektkontur 
(H. Boersch, 1939) 
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Arbeitskreise der DGE
 

I Neue Mitglieder 

Wir begruBen herzlich die in unsere 
Gesellschaft eingetretenen neuen 
Mitglieder: 

Liste der Neumitglieder ab 1. 1. 
1999 
Bartele, Jan, Tubingen 
Bartels, Helmut, Prof. Dr., Munchen 
Buschmann, Veronique, Darmstadt 

University of Konstanz 
Dept. of Biology 

Fresenius Medical Care, St. Wendel 
Fritz, Georg, Tubingen 
Geimer, Stephan, Koln 
Holle, Ulrich, Muhlheim 
Huber, Armin, Tubingen 
Lehmann, Cathleen, Berlin 
Mathys, Daniel, Basel 
Matijevic, Marco, Tubingen 
Mehlhorn, H., Prof. Dr., Dusseldorf 
Meier, Jurgen, Dipl.-Ing., Gottingen 
Mensch, Axel, Dresden 
Neubauer, Ines, Dipl.-Ing., Jena 
Oulmi, Jasmina, Dr., Mannheim 

Park, Mi-Young, Munster 
Pokroppa, Frank, Munster 
Prietzel, Claudia, Munster 
Rhode, Manfred, Dr., Braunschweig 
Schrarmeyer, Ulrich, PD Dr., Kaln 
Stegmann, Heiko, Dr., Heidelberg 
Steinbrecher, Stefan, Tubingen 
Techmer, Kirsten, Dr., Gottingen 
Thesing, Andreas, Munster 
Walther, Thomas, Dr., Bonn 
Weibbacker, Christoph, Darmstadt 
Wieske, Martin, Berlin 

Stand 16. 6. 1999 

Our interdisciplinary research unit offers positions for 

PhD Students
 

salaries ace. to the German BAT IIal2 (:::= 45000 DM p. a.)
 
with
 

Claudia A. O. Stuermer, PhD. Developmental Neuroscience
 
Neuronal surface proteins and their function in axon growth and navigation
 

in zebrafish embryogenesis, goldfish visual system, tissue culture
 
assays, plasmamembrane microdomains
 

Halmut Plattner, PhD. Cell biology
 
Plasmamembrane microdomains structure/function
 

Ultrastructural analysis, Immuno EM
 

Wolfram Welte, PhD. X-Ray crystallography
 
Structure of neuronal cell surface proteins
 

Ulrich Krawinkel PhD. Biology of the Immune System
 
Signalling via plasmamembrane microdomains
 

Candidates please contact the respective scientist at
 
Dept. of Biology
 

University of Konstanz
 
D-78457 Konstanz
 

Germany 

E-Mail: claudia.stuermer@uni-konstanz.de Tel. xx49 (7531) 882236 
E-Mail: helmut.plattner@uni-konstanz.de Tel. xx49 (7531) 882228 
E-Mail: wolfram.welte@uni-konstanz.de Tel. xx49 (7531) 882206 
E-Mail: ulrich.krawinkel@uni-konstanz.de Tel. xx49 (7531) 882130 

Diamantmesser
 
fur jede Anwendung
 

Ultra Cryo Histo 

vorn fuhrenden 
Diamantmesserhersteller 

DiATOME 
Ihr Lieferant fur neue Messer u. Nachschliff: 

SCHMIED-LABORTECHNIK 
0-33605 Bielefeld • Rote Kuhle 9 
Tel. 0521/21854 • Fax 0521/21740 
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender 

Nationaler und Intemationaler Tagungskalender 

1999 I 

12. July Oxford, UK 
FEG Electron Microscopy Meeting. 
The Administrator: Royal Microsco­
py Society. 

18.-23. July Denver, CO, USA 
Int'I Symposium on Optical Scien­
ce, Engineering, and Instrumenta­
tion: SPIE's 1999 Annual Meeting. 
Contact: SPIE, P. O. Box 10, Belling­
ham, WA 98227-0010, USA, Fax: +1­
360-647-1445, E-Mail: spie@spie.org 

26.-28. July, Jena, Germany 
EOS Topical Meeting on Dittractive 
Optics. Contact: Prof. F. Wyrowski, 
Institute of Applied Physics, FSU Je­
na, Max-Wien-Platz 1, D-07743 Jena, 
Germany, Fax: "-t-49-3641-65-7675, 
E-Mail: wyrowski@jap.uni-jena.de 

1.-5. Aug. Portland, Oregon, USA 
Microscopy & Microanalysis, 1999. 
Sponsor: Microscopy Society ofAme­
rica (MSA) and Microbeam Analysis 
Society (MAS). Contact: Mary Beth 
Rebedeau, The Rebedeau Group, 
7000 W. Southwest HWY, Chicago 
Ridge, IL 60415, USA, Tel.: (708) 
361-6000, Fax: (708) 361-6166, 
E-Mail: msa@tradeshownet.com; 
WWW: http://www.msa.microscopy. 
com! 

3.-7. Aug. Bonn, Germany 
6th International Congress on Ami­
no Acids. Information: Dr. O. Labu­
dova, Rheinische Friedrich-Wilhelms­
Universitat, Experimentelle Radio­
logie und Strahlenbiologie, Sigmund­
Freud-StraBe 25, D-53105 Bonn, 
Fax: +49-228-287-4457, E-Mail: 
hrink@mailer.meb.uni-bonn.de 

8.-13. Aug. Berlin, Germany 
Joint Meeting of the International 
Society for Neurochemistry (ISN) 

And the European Society for Neu­
rochemistry (ESN). Information: K. 
I. T. GmbH, Karl-Liebknecht-StraBe 5, 
10178 Berlin, Fax: +49-30-2382­
6940, E-Mail: infots'kit.de, http:// 
chemie.fu-berlin.de/isn-esn/. 

22.-26. 8. New Orleans, LA, USA 
Nanomaterials: Synthesis, Charac­
terization, and Catalysis (Teil des 
ACS Meetings). Kontakt: M. M. Bha­
sin, Union Carbide Corp., 3200 Kana­
wha Turnpike, South Charleston, WV 
25303; G. A. Somorjai, Dept. of Che­
mistry, D58 Hildebrand Hall #1460, 
U. of California, Berkeley, CA 94720­
1460, (510) 642-4053, fax (510) 643­
9668, E-Mail: somorjai@cchem.berk 
Internet: http://www.acs.org/meetings/ 
future/no99.htm 

24.-26. Aug. Stockholm, Sweden 
Cast Metal Matrix Composites, 
CMMC III. Royal Institut ofTechno­
logy, Department of Materials Pro­
cessing SE-10044 Stockholm, Swe­
den, E-Mail: cmmc@matpr.kth.se 

25.-27. Aug. Shetfield, UK 
EMAG 99. Electron Microscopy and 
Analysis Group, Conference and Ex­
hibition. Contact: Institute of Physics, 
Fax: +44 (0)171 470 4900, E-Mail: 
conferences@iop.org.; www.iop.org 

29. Aug.-3. Sept. Lisboa, Port. 
13. FECHEM, Conference on Or­
ganometallic Chemistry. Information 
and circulars are available from http:// 
www.fechem99.fc.ul.pt. E-Mail: fe­
chem99@fc.ul.pt, Fax: 351-1-7500088 

5.-8. Sept. Veszprem, Hungary 
4th Multinational Congress on Elec­
tron Microscopy, Veszprem, Hunga­
ry. Secretariat: +36 88 328 643, mcem 
@almos.vein.hu, www.vein.nu/confe­
rence/mcem 

5.-10.9. Rimini,ltalien 
EuropaCat-4. Kontakt: Professor 
Lucio Forni, Dip. Chimica Fisica ed 
Elettrochimica, Universita di Milano, 
Via C. Golgi, 19, 1-20133 Milano, 
Italy. Fax: +39-02-70638129, E-Mail: 
forn @rs6.csrsrc.mi.cnr.it, Internet: 
http.z/www.fci.unibo.it/r-ec-l 

5.-10. Sept., Dortmund, Germany 
29th Meeting of the German So­
ciety for Electron Microscopy, Dort­
mund, Germany. Dr. Karl Zierold, 
MPI f. Mol. Physiol, Rheinlanddamm 
201,44139 Dortmund, Germany. Tel: 
+492311206455 ,Fax:+492311206 
464, E-Mail: karl.zierold Ompi-dort­
mund.mpg.de 

6.-10. Sept. London, UK 
EPS-ll: Trends in Physics. Contact: 
EPS-11, Conferences Department, 
The Institute of Physics, 76 Portland 
Place, London WIN 3DH, UK. Fax: 
+44-1 71-4 70-49 00 

15.-17. Sept. Monterey, CA, USA 
18th Annual BACUS Symposium 
on Photomask Technology and Ma­
nagement. 15.-17. September 1999 
in Monterey, CA, USA. Contact: 
S.PIE, P.O. Box 10, Bellingham, WA 
98227-0010, USA. Fax: +1-360-6 
47-1445, E-Mail: spie@spie.org 

15.-17. Sept. Neuchatel, Swiss 
50-Jahr-Feier, Schweizerische Ge­
sellschaft fur Optik und Mikroskopie. 
Informationen: Dr. Karl Knop, CSEM 
Zurich, BadenerstraBe 569, 8048 Zu­
rich, Tel.: (01) 4971415, Fax: (01) 4 
916323, E-Mail: karl.knop@csem.ch 

19.-24. Sept. Yokohama, Japan 
10th International Workshops on 
Glasses, Ceramics, Hybrids and 
Nanocomposites from Gels. Secre­
tariat of Sol-Gel '99, Department of 
Inorganic Materials, Tokyo Institute 
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender 

of Technology, 2-12-10okayama, 
Meguro-ku, Tokyo 152-8552, Japan, 
Phone: +81-3-5734-2522, Fax: +81­
3-5734-2877, sol-gel99@ceram.titech. 
ac.jp, http://www.glass.ceram.titech. 
ac.jp/sol-geI99/ 

4.-10. Oct. Seville, Spain 
ECASIA '99. Contact: Jose Maria 
Sanz, Dept. Fisica Aplicada, C-XII 
Facultad de Ciencias, Universidad 
Autonoma de Madred, Cantoblanco, 
E-28049, Madrid, Spain. Tel.: 34 1 
397 45 08; Fax: 34 1 397 39 69; E­
Mail: ecasia99@uam.es; WWW: 
http://www.uam.es/fa/ecasia99.html 

I 2000 I 
6.-11. Feb. Canberra, Australia 
ACEM 2000, 16th Australian Con­
ference on Electron Microscopy, 
Canberra, Australia. Dr. Stuart Craig. 
Fax: +61 262465000, E-Mail: stuart. 
craig@pi.csiro.au, www.anu.au/emu/ 
acem 

11.-13. April London, UK 
MICRO 2000 International Exhibi­
tion and Conference London. Royal 
Microscopial Society, 37/38 St Cle­
ments, Oxford OX4 1AJ, UK. E­
Mail: exhibitions@rms.org.uk 

26.-30. June Singapure 
7th Asia-Pacific Conference on El­
ectron Microscopy (APEM). Sin­
gapure, Malaysia, June 26-30, 2000. 
Sponsor: Microscopy Society of Sin­
gapore, The National University of 
Singapore, The International Federa­
tion of Societies for Electron Micros­
copy (IFSEM), and The Committee of 
Asia-Pacific Societies for Electron 
Microscopy (CAPSEM). Contact: 7th 
APEM Organising Committee, c/o 
Electron Microscopy Unit, Faculty of 
Medicine, National University of Sin­
gapore 119260. Tel.: 65 874 3216 or 
3282; Fax: 65 776 4971; E-Mail: 
micngml@nus.edu.sg or medlab2@ 
nus.edu.sg; WWW: http://www.med. 
nus.edu.sg/micsoc/7apem 

8.-15. Juli Kona, Hawaii 
IUMAS 2000. 2nd meeting of the In­

5 Jahre Garantie ,

• 

auf POLARON Praparationsgerate von VG Microtech 

Sputter Coater (Hochauflosung), Kohlebeschichtung (Faden/Stab), 
Aufdampfanlage, Plasmaveraschung, Kritisch-Punkt-Trocknungsanlage, 
Kryo-Praparationsanlage (Hochauflosung), Thermostat 

ternational Union of Microbam Ana ­
lysis Societies. Contact: David B. 
Williams, Tel.: (215) 758-4224; Fax: 
(215) 758-4244; E-Mail: DBWI@ 
lehigh.edu 

9.-14. July Brno, Czech Republic 
12th European Congress on Elec­
tron Microscopy. http://www.eurem 
2000.isibrno.cz/ Dr. Petr Schauer, Sec­
retary of the Czechoslovak Soc. for 
Electron Microscopy (Tel.: (+4205) 
41514313, Fax: (+4205) 41514404) 
Academy Of Sciences Of The Czech 
Republic (+4205) 41514402, Institu- · 
te Of Scientific Instruments, Kralovo­
polska 147, CZ-61264 Brno, Czech 
Republic, E-Mail: petr@isibmo.cz; 
csem@isibrno.cz; WWW: http:// 
www.isibrno.cz/csem/ 

31. July-3. Aug. Philadelphia, USA 
Microscopy & Microanalysis 2000, 
Philadelphia, USA. Microscopy & 
Microanalysis 4, Barlow Landing Rd, 
Suite 8, Pocasset, MA 02559, USA. 
Tel.: +1 508 563 1155, Fax: +1 508 
563 1211, E-Mail: businessoffice@ 
msa.microscopy.com 

Gabler Labor Instrumente GmbH 
An der Schmalmach 42 
D - 65307 Bad Schwalbach 

Tel: 06124- 77 952 
Fax: 06124- 60274 
Email: Gal.a-Instrumenteigt-online.de 
Internet: www.gala-instrumente.de 
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